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Sestava pfislusenstvi s jiz dfive pofizenym FTIR spektrometrem bude
slouzit k vyvoji novych metod méfeni emisivity povrchd material(
v zavislosti na teploté pro vysokeé teploty i pokojove teploty.

konec 2012, funkéni zafizeni

Pro dosaZeni cile je nezbytné mit k dispozici pfisluSenstvi ke spektrometru,
které umozniuje méfeni difuzni odrazivosti a propustnosti za pokojové teploty,
a to jak v infraCervené oblasti, tak ve viditeIné oblasti spektra vinovych délek,
dale referen¢ni Cerné téleso do vysokych teplot, laser pro ohfev vzorku do
vysokych teplot, metalografickou pilu pro pfipravu vzorkd a termovizni
systém pro méfeni povrchové teploty vzorku pfi méfeni emisivity.

Méreni emisivity za pokojové teploty . Toto méfeni se provadi nepfimo
pomoci méfeni difuzni odrazivosti a propustnosti vzorku.

MozZnosti: a) integraéni sféra, b) nastavec pro difuzni odraz c) systém pro
goniometrické méfeni odrazy v riiznych thlech

Zddavodnéni: pro nasi aplikaci méfeni absolutni hodnoty difuzni odrazivosti a
propustnosti je idealni integraéni sféra (a). Nastavec pro difuzni odraz (b)
nespliiuje poZzadavek absolutnihno méfeni (méfi pouze v urcitém vyseku
prostorového uhlu). Goniometricky systém (c) je velmi komplikovany a
nakladny a jeho méfeni pro nasi aplikaci by trvalo Fadové 100 kréat déle.
Méreni emisivity v zavislosti na teplot & do vysokych teplot p Fimou
metodou.

Casti: 1) referenéni zdroj zafeni, 11) ohfev vzorku, Ill) mé&Feni povrchové
teploty vzorku a V) pfiprava vzorkd

I) referen éni zdroj za feni

MozZnosti: a) ¢erné téleso s variabilni teplotou, b) ¢erné téleso s fixni teplotou
v nékolika bodech teploty

Zddvodnéni: Cerné téleso s fixni teplotou (b) ma sice lepSi uniformitu
rozloZeni teploty na terci, ale pouze na urcitych bodech teploty. Pro pfimé
méreni je tfeba nastavit teplotu ¢erného télesa presné na povrchovou teplotu
vzorku. Pro tuto aplikaci je vhodné €erné téleso s variabilni teplotou (a).

II) ohfev vzorku

MoZnosti: a) v peci, b) odporovy, elektrickym proudem, c) laserem
Zddvodnéni: Laserovy ohfev (c) ma vyhodu oproti peci (a) v rychlosti ohfevu,
protoZe se nemusi ¢ekat na ohfati celé pece. Pec je také narocna na prostor
v okoli vzorku, mlze vysilat parazitni zafeni na stejnych vinovych délkach a
obtizny je i ohfev vzorku nad 1200<C. Oh fev elektrickym proudem (b)
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tekoucim pfimo vzorkem je pouZzitelny pouze pro kovové vzorky, pficemz
testovany budou i keramickeé vzorky. Laserovy ohfev (c) se skenovaci hlavou
také umoznuje dosahnout lepsi uniformity teploty vzorku.

[II) méFeni povrchové teploty vzorku

MozZznosti: a) termoc¢lankem v objemu vzorku, b) termoclankem pfivafenym na
vzorek, c) termovizni kamerou, d) pyrometrem se sou¢asnym meéfenim
odrazivosti

Zddvodnéni: Méfenymi vzorky jsou nejcastéji keramické povlaky na
substratu. PFi méfeni teploty v objemu vzorku (a), nebo na rozhranni
vzorek/vrstva (b) termoclankem se dopoustime chyby teploty o velikosti
teplotniho spadu na vrstvé, ktery je podstatny, protoZe se jedna o keramické
materialy s nizkou tepelnou vodivosti. Mé&feni pyrometrem se sou¢asnym
méfenim odrazivosti (d) je vybornd metoda pro lesklé (spekularni) povrchy.
Pro drsné povrchy je mozno ve specialni konfiguraci s integra¢ni sférou méfit
do 800<C. P fi méfeni drsnych povrchu do teploty 1500C je vyhodné pouzit
termovizni kameru (c), ktera navic umoZziuje méfit teplotni pole a tedy
presné urcit odkud chceme méfit a snadno (automaticky) pfedchazet chybam
a porucham, které jsou jasné zfejmé pfi sledovani celého teplotniho pole.
Povrchova teplota je ur€ena pouZitim tenké vrstvy speciélni barvy se znamou
emisivitou nanesené na polovinu vzorku.

IV) pFiprava vzork G

MozZnosti: a) konvenéni pila, b) délici bruska, ¢) metalograficka rozbruSovaci
pila, d) elektroerozivni obrabéci zafizeni

Zddvodnéni: Pfesna metalograficka rozbruSovaci pila (c) umozZiuje délit
rizné materialy riznych tloustek bez tepelného ovlivnéni téchto materiald.
Na rozdil od konven&nich metod déleni materialu délici bruskou (b) €i
konvencni pilou (a) umoZziuje dale metalograficka rozbruSovaci pila (c)
dosahovat vysoké presnosti fezu a vysokeé jakosti povrchu fezanych dilcd.
Elektroerozivni obrabéci zafizeni (d) mize dosahovat podobnych kvalit Fezu
jako metalografickéa pila (c), ale jeho cena je Fadoveé vyssi.

Na naSem pracovisti neni k dispozici integracni sféra pro méfeni difuzni
odrazivosti a propustnosti ve stfedni a blizké infracervené oblasti spektra,
referencni ¢erné téleso pro vysokeé teploty a pfesna metalograficka
rozbruSovaci pila. Pofizeni uvedeného je zdsadni z hlediska dosazeni
planovaného cile. DalSi komponenty umoZzni pIné rozvinuti metod méreni
emisivity bez nynéjSiho omezeni velkym vytizenim pouzitych pfistroju

v jinych metodach méreni a laserovych technologiich na pracovisti.
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